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Verfabren und Vorrichtung, zur Regis trierung und Ana- 
lyse von durchsichtigen Plussigkeiten und unedurch« 
sichtigen Materialien auf einer durobsicbtigen Scbei- 
be zur automatischen Regelung vpii Scbeibenreinigungs— 
anlagen, Scheibenwaschanlagen und. dergleicberio 



Die vorliegende Erfindung bescbreibt ein Yerfahren 
und zugehorige Vorriciitung zur Registrierung und 
gleicbzeitiger Analyse von durcbsicbti gen Fliissig- 
keiten und undurchsi cbti gen Materialien , die an ei- 
ner durcbsicbtigen Scbeibe haften, so da£ eine Scbei- 
benreinigungsanlage und unabhangi'g davon eine Scbei- 
beiiwascbanlage pder dergleicheii autoraatisch gesteuert 
werden komien, sowie eine. Einricbtung . ztt dereri Durch- 
flibrungo 

Die Anwendungsgebiete der Erfinduiig erstrecken sich 
auf die Reinlialtung von. durchsichtigen Scireiben, so- 
wie auf die Untersucbung von Materialien, die auf ei- 
ner durcbsicbtigen Sclieibe baft en*- Besondere Bedeutung 
komrat der Erfindung darin ?u, venn die rein^uhaltende. 
Scheibe nicht einer standigen Kontrolle diircb das Auge 
zuganglich ist, z 0 Bo Autoscbeinwerf erv 
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Nach dem bisherigen Stand der Tecbnik miisseii die 
Scheibenreinigungs-und -waschanlagen bei Bedarf 
von Hand eingeschaltet werden 0 So sind z«B« bei 
Kraf tf ahrzeugen gerade in Augenblicken erholiter 
Auf m erics amlc e i t (Regen, Nebel, Schneematsch) Hand- 
griff e no tig, die zu einer Gefabrdung der Fabr- 
sicberbeit ftlhren konnen 0 Dies soli unter anderem 
durcb die Erfindung verbindert werdexio 
Auf diesem Gebiet ist die deutscbe Patentanmeldung 
P 2 101 319 bekanntgeworden, die aber nur ein Ver- 
fahren zur autoraatischen Steuerung einer Scheiben- 
reinigungsanlage beschreibtt Eine Scheibenwasch- 
anlage oder derglei chen kann mit dies ex* vorbekann- 
ten Einrichtung nicbt sinnvoll gesteuert werden# 
Weiterhin muss en bei jener Konstruktion Li cbt s ender 
und Li cJrfcempf anger jeweils auf verschiedenen Sex- 
ten der Scheibe befestigt werden, so daB nicbt nixr 
Fliissigkeiten und Schmutz an der Scheibe, sondern 
auch alles, was sich. zwischen Sender und Empfanger 
ereignet, ©registriert wird. Die wegen der Zwex— 
teilung des Gerates erforderliche genaue Fokussie- 
rung des Licbtes macbt eine aufwendige Op tiki* not- 
wendig p insbesondere da der Empfanger fiir die Kom- 
pensation des Fremdlichtes direkt neben dem oben- 
genannten Detektor angebracbt werden mu0. Auflerdem 
mufl Z0B0 bei Kraf tfahrzeugen eine spezielle Vor- 
richtung an der Aus s enkaro s s er i e angebracht werden, 
urn daran einen Teil des zweiteiligen Gerates zu be- 
festigen© 
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Weiterliin erfordert diese Einrichtung eine Kompen- 
sation des Fremdllchtes, was zu Ungenauigkeiien in 
der Liclitmessung fiihren kann und ejLne zusatzliche 
Elelctronik: notwendig rnacbt. 

Durcli die vorliegende Erfindung so 11 en durcli eine 
Rerielctionsmetliode einmal obengenannte Nacliteile 
beboben und zum anderen ermoglichf wercLen, nicbt 
nur eine Scheibenr einigungsanlag;e , sondern zusatz- 
licb eine Scbeibenwascbanlage oder dergleicben zu 
steuern* 

Die vorliegende JDrfindung wird ira folgenden aiihand 
dei? Zeictmung naber erlautertg 
zeigen * 

Figur 1s eine allgemeine Bescbreibung des Teils der 

erfindungsgemaBen Einricbtung, der die Messung 
des an einer mit Materialien bebafteten 
Scheibe ref lektiertea Lichtes bewirkt, 

Figur 2 s eine Ausf iilirungsf orm des Teils der erfin- 
dtangsgem^Ben Ipinrilicbtung, der die Messung 
des an der mit Materialmen bebafteten Ober- 
flache einer durchsichtigen Scheibe reflektier 
ten Licbtes besclireibt, wobei das Licbt in 
der Scbeibe total ref lektiert wird, 



Figur 3 t 



eine Ausfiihrungsform des Teils der erfindungs- 
gemaBen Einricbtung, der die Regis trierung 
und Analyse des von den undurcbsicbtigen Ma- 
terialmen emmittierten Lichtes beschreibt, 
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Figur h : eine Ausfiihrungsform der erfindungsge- 
raaDen Einricbtung zur Analyse und 
Refjistrierung von Materialmen auf der Ober- 
flache d einer Sclieibe, wobei das reflek- 
tierte Liclit durch ein spezielles Blenden- 
system auf die Detektoren gelangt, so daB 
die Einrichtung geringe Dimensionen an- 
ninimt, 



Figur 5 : eine Aufsiclit auf eine rotationssymetrische 
Einrichtung entsprechend Figur k 
und 

Figur 6 a, b : 

zwei mogliclie Blendenanordnungen fur die 

Einriclitung entsprecliend Figux v 4 # 

Venn ira folgenden von Materialien gesproclien wird, so 
sind dabei durchsiclitige Fliissigkeiteix und undurcli- 
siclitige Materialien gemeint, 

Bei dem Verfakren zur Messung der Belegung einer Schei 
rait Materialien, wie in Figur 1 an einem erfindungs- 
gemaflen Beispiel gezeigt wird, fallt Liclit von der 
Lriclitquelle 1 auf die Oberflaclie 2 einer durciiscichti- 
gen Sclieibe 21 und wird unter anderem dort reflektiert 
Fin optisclies System 5$ das sicli auf der gleichen Seit 
wie die Lichtquelle befindet, fokussiert das Liclit auf 
einen Detektor 7» Fine Blende 6 sorgt dafiir, daU vor— 
zugsweise Liclit aus der Liclitquelle 1 in den Detektor 
gelangt © Befindet sich nun eine durclisiclitxge Fliissig- 
keit 3 auf der Oberflaclie 2 der Sclieibe, so wird das 
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Liclit wegen dei* vebp^cliiedeiien Brecdkun-gs±-nd±z'6.s von . 
Scbeibe und; PXussigkeit liicltt in dem MaBe ain der 
Oberf lache 2 der Seheifee '.and., deii Qbe^fiachen der 
Fliissigkeit. reflektiert, wie es qiin.e die Arxwesen- 
iieit von Fliissi^keit gescliiehtj so dafl an dies en 
Stellen der Licbtstrom zura Deiektor ; vertiriprt wird* 
Befindet sioli undij£;hsicbti£je£ Material H aucfder 
S clieibe , so wird doart <Ja s yon; der kicbt quelle kominen- 
de Licht absorbiert and in alle Riclituneen eiiiiitiert • 
Auf diese Weise wird di6 Lichtihteiisitat, die au? 
den Detektor gelangt, naiicrungsweise proijprtional / 
zur Belegung der Sckeibe init Materialieii .geachwaGht, 

Urn zu verbiiidern, daB yojrn Defeektor Fremdiicit erfafit 
-wird, kann eine der foigen&en Ma0naiimen ergriffen wer 
den* - % 

1 # Die I/icbtquelle wird. im Vergleich; - zum Fremd— 
liebt so stark gewaJalt , dajG sicb Anderungen 
im Freradlicht 'iiiclit bemerlcbar -raachen*. 

Zm Es wird Licbt eiries, 

weiidet, das im Fremdlicbt niclit oder niir wenig 
vorkoraratff . . 

3* Die Liclitquelle wird. gepulst iind eine nachfol^ 
gende Flektronik analysiert nur gepulstes 
Liclit* - __-'.-*.- - 

h* Das Licht wird. in der jSclieibe to tdlr eflekti ert 
wie es ;im folgehden b e s c Jixieb en wird c 
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Bex dera Vurfahren zur Me s sung der Belegung einer 
Scheibe init Material! en, wie in Figur 2 an einem 
erfindungsgeniaBen Bei spiel erlautert wird , wird 
Licht von dear Lichtquelle 1 durch ein otptisches 
System, bestehend aus einem fokussierendem optx- 
schen System 8 (zur groBeren Lichtausbeute) , einem 
Prisma 9, und einem Spiegel 10 auf die Oberflache 2 
der durchsichtigen Scheibe 21 gelenkt. Die Verwen- 
dung von Prisraen 9,11 ist deslialb notwendig, da das 
Licht itnter einem Vinkel.der Totalreflektion auf die 
belegte Oberflache 2 der Scheibe fallen und unter 
dem gleichen Winkel reflektiert werden soil, was 
bei noramaler Bestrahlung einer planparalleleu Scliei- 
be nicht erreicht werden kann* Das totalref lektierte 
Licht tritt durch eine Prisraenplatte 1 1 aus der Scliei- 
be aus und wird durch ein optisches System 12 auf den 
Detelctor 7 folcussierto Streuliclit, das von den Materia- 
lien auf der Scheibe herruhrt, wird im wesentlichen 
durch die Blende 6 herausgeblendet, so daB es unwirk- 
sam wird, Zur Vermeidung von Brechung und Reflexion 
hahen die durchsichtigen Telle der Einrichtung und die 
Verklebungen 15 zwisclieri den Teilen einen ahnlichen 
Brechiuigsindex, 

Die Verxfendung von To tal reflexion erfolgt einmal ssur 
Vermeidung vo/i Fremdlicht (aus oben angef uhrten Griinden) 
und zuni andereji zur Erhohung der Lichtintensitat da— 
durch, dafi Ice in I/icht ■ dur cli Brechung verlorew geht. 
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Haf tet axi der Oberf lache 2 der Scheibe 21 durch- 
sichtige Fliissigkeit, die einen (^pft-ereii r3recUun£*s- 
itidex als Luft hat, sowird an : die sen St ell en .das 
Licht niclit melir totalreflektiert, >o.durcl) die; 
Intensitat des ref lektierten Lichtes vermindert. 
wirdo Bei undurchsichtigen Materialien wird die. 
Totalreflexxpn ebendFalls aufgehobea.und die Lieht- 
schwachung erfolgt auf oben angefiihrte iveise (Pigui* 
1 ) o Diese IntensitatsSnderung ™ird claim . void Detektor 
geraesseiio 

Befinden sich verscStiiedene Materialien (z.B» Ol und 
Wasser), die einen ver s cliieden en Brechungsindex be— 
sitzen, auf . der Scheibe, jso ist diesen auch ein ver- 
schiedener Gtenzwinkel der Totalref lektidn in Bezug 
auf das Scheibenmaterial zuzordnen*; Sof ern der en Bre- 
chungsindex kleiner ais der der Scheibe isto -LaBt man 
nun das Licht unter einera Winkel auf die Ob erf lache 
der Scheibe fallen, der zwischen den obengenannten 
¥inkel der Totalreflektion liegt, so wird das Licht 
an der Stelle totalreflektiert, an dem das Material 
mit dem niedrigeren Brechungsindex haf tet. Auf.die&e. 
Weise Icann man also Flussigkeiten aufgrund ihres ver- , 
scliiedenen Brechungsindexes untex^sciieiden, so daft z.B. 
bei einer Scheibenwaschanlage. Verschiedene Reinigungs- 
' mittel eingesetzt werden ic6jmeji 9 - 

Zur Vergroflerung der beleuchteten Flache: auf der Schei- 
be bei gleichbleibender Optik werden die Prismen 10 
und 11 auseinandergezogen. Gleiclizeitig wird dadurch 
eihe Verstarkuhg des Effektes erreichto Letzteres 
geschieht dadurch, daB bei s tatis tische*; Belegung. 
der Scheibe die ¥ahr s cheinl i chkei t , daB ein Lricht- 
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strahl bei mehrmaliger Reflektion auf Material 
trifft grbBer ist als bei einmaliger Reflektion. 

Um das an einer durchsichtigen Sclieibe haftende Ma- 
terial zu ahalysieren, wird ein Verfahren an einera 
erfindungsgemaflen Beispiel in Figur 3 erlautert. 
Hier wix^d das Licht der Lichtquelle 1 uber ein 
optisches System 8 unter kleinem Einf allswinkel 
auf die Oberflache 2 gelenkt, Dadurch erreicht man, 
daB ice in an den Oberflachen von Sclieibe, Fliissigkeit 
und an undurchsichtigen Materialien reflektiertes 
Licht in den Strahlengang der Einrichtung gelangt* 

Mit dem optiscften System, best eht aus Prismenplatte 11, 
optisches System 12 und Blende 6 wird die Oberflache 
2 der Scheibe unter bestimmten Vinkeln beobachtet. 
Diese Winkel sind dadurch bestimmt, daB einmal kein 
Freradlicht in den Strahlengang gelangt. Dies wird 
dadurch erreicht, daB der Beobachtungswinkel gegen 
die Scheibe grofier ist, als der Grenzwinkel der To- 
talreflexion von Luft gegen Scheibenmaterial » Beob- 
achtet man die Oberflache (2) der Scheibe unter 
Winkeln, die grofier sind als der Grenzwinkel der 
Totalref lexion von Fliissigkeit gegen* Scheibenma- 
terial, so gelangt kein Licht von der Fliissigkeit in 
die Scheibe. Auf diese Weise kann man also unterschei- 
den, ob sich das undurchsichtige Material in der 
Fliissigkeit befindet, oder ob es direkt an der Schei- 
be hafteto Dies ist Z»B« fur den Wasserverbrauch 
einer Scheibenwaschanlage besonders wichtig # 
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Befindet sich kein Material auf der Scheibe, so 
wird auch vora Detelctor : ent sprechend den obengenann-. 
ten Bedingungeii kein Licht registriert,. 

Befxndet sich Pliissigkeit auf der Scheibe, so. wird 
wegen der oben genannten Griinde vom Detektor eben- 
fails kein Lich-t regi striert. 

IDrst we mi sich undiirchsiclitiges Material* auf der 
Scheibe befindet, wird vom Detektor LoLcht- regis triert , 
wobei, je nach Stellung des Detektor s 9 Licht von 
Materialien regis triert wird> das sich eiitweder in 
der Fluasigkeit oder direkt- auf der Scheibe £ be- V 
f indet • Die vom Detektor ^eni^ssene tichtintenjsitat 
ist dann. aniialiemd proportional , so dafi auf diese . 
Weise iiber exhe entsprechende Elektronik . ein6 Scliei- 
benwaschanlage automatisch gesteuert werden karm 0 

Analysiert man rait einem entsprechenden spektralauf^ 
lb sendeii optischeti Sy'stem oder Detektor system <±as 
ref lektierte bzw, emittierte Lricht f so kann man wei- 
tere Rucks chliisse auf d±.e Art der Materialien ziehen> 
so dafl man ssura Beispiel spezielle Ldsungsmittel 
(z.B. blauflosende) ztun automatisclien Einsatz bringen 
kann* 

Die bis jetzt be schrieb enen Einrichtungen lassen sich 
in einem Gerat zusammenf assen tuid ihre Funktioiien 
durch eine entsprechende analoge Recheneiiihext koordi- 
nieren, um so eine siimvolle: Reiiiigung^ de>r Scheibe zu 
erreichen 0 Dabei mufi jedoch daraiif geachtet werden, 
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dafi die einzelnen Strahlengange getrennt sindo 
Dies kann man dadurcli erreiclien, dafl entveder 
nicnt parallele Strahlengange oder verschiedene 
Lrichtrarben f iir die einzelnen Strahlengange ver- 
wendet werden. 

Tm folgenden wird eine erfindungsgemafie Einrich- 
tung beschrieben - eine vereinfachte Darstellung 
zeigen Figur 4 und Figur 5 - welclie die oben ange- 
ftihrten Punktionen ausfiihren kann und sicti durch ihre 
geringe Dimensionierung auszeiclmet . Die wesentli- 
clien Unterschiede zu den welter oben beschriebenen 
Einrichtungen bestehen darin, da£ die Einrichtung 
zur optimalen Lichtausbeute rotationssymmetrisch an- 
gelegt 1st, Liclitquellen und Detektoren senr flacn 
sind und ein Blendensystem (Figur 6a, b) die Funktio- 
nen von fokussierenden Systemen (8, 12), Prisraen 
9,11, Reflektoren 10,12 und Blende 6 iibernimint . 

Von der flachenliaf ten Li clit quelle, die so konstruiert 
1st, da£ iiber die Verklebung { 15 Licbt nacli alien 
Sox Richtungen in der Scheibe eintreten kann, wird 
die Oberflache der Sclieibe 2 bestrablt, Durcn das 
Blendensystem 16, das mit der Scbeibe verklebt ist, 
gelangt dann das Liciit auf die Detektoren. In dem 
hier gescnilderteii Beispiel wird mit dem Detektor 18 
Licht nachgewiesen, das von alien undurchsichtigen 
Materia lien stammt, rait dem Detektor 19 nur Licht, 
das von den direkt auf der Sclieibe liaft end en licbt- 
emittierenden Materialien stammt und mit dem Detektor 
17 totalreflektiertes Liclit, mit dem beliebiges Ma- 
terial nacligewiesen wird # Entsprechend der Punktion 
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des Detektqrs ist das Blendensystem so zu 
walxlen, da£ nur i/ic2at bes.timmter Einfallswinkei 
durcngelassen wird. » 

Die Eintf ernungen und DimensioaeH der einzelnen 
Detektoren 17 ^- 19 sind dabei so gewahXt, <3afi . 
kein totalreflektiertes Liclit in die Detektoren 
18 und 19 gelangt, wodiirch die einzelnen Strdi len- 
gange auseinandergehalten werdehv 

Urn die Empf indlicnkeit der Einriclituiig zu erlxolien, 
werden die einzelnen Detektoren untisirteilt urid die 
einzelnen Segment e von der riaehf olgenden Elektronik 
abgefragt (Figur 5)» 

Durcli Aufteilen dieser Segmente in Detektoren, die auf 
verschiedene Spektaralf arbenbereiclie ansprechen, kann 
die Art der auf der Scheibe hafteriden Materialien 
weiter analysiert werden (Figur 5) o 

Um die gleiche Einrichtung yerschiedenen Scheiben- 
dicken anzupassen,karm zwischeii die Einrichtung und 
die Schexbe 21 eine weitere Scheibe zum Dickenaus- 
gleich zwis chenge s choben verden e 

Zur Vermeidung von Blendungen t die durch Reflexionen 
auBerhalb der . Einrichtung in der Scheibe entstehen, 
wird die Einrichtung mit einer Schicht 20 von lichtab- 
SDrbierendem Material auf der Scheibe umgeben (Figur. 5)* 

In Figur 6a, b werden zwei Dlendensysteme besphrieben, 
die nur LdLeht.mit. einem. Einf allswinkel zwischeri Of ^ 
und Of 2 durchlasseii| anders' einf allendes I/icht wird 
absorbiertt Dies kann dadurch geschehen, daB gemaB 
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Figur 6a leonzentrisclie Ringe aus lictttabsorbierendem 
Material in zwei oder mehreren Schicliten so ttberein- 
anderliegen, daB ein absorb! erender Ring iiber einera 
offenen liegt und die Verbindungslinie zwiscben dem 
inneren Rand des oberen Ringes mit dem inneren Rand 
•der darunterliegenden Offnung mit dem Einfallslot 
den Winkel OC 1 bildeto Der Winlcel C< g wird durch 
das Einfallslot und die Verbindungslinie zwischen 
dem inneren Rand der oberen Offnung und dem auBeren 
Rand der darunterliegenden aufleren Offnung gebildeto 
ZweckraaBigerweise wird fur das durclisiclitige Material 
zwischen den einzelnen Schichten solches mit hohem 
Brechungsindex gewanlto Dadurch wird der Winkeloc 1 
Iclein, so da!3 eine grbBere Lichtmenge ohne Verande- 
rung der Blendenwirkung hindurchtreten kann„ 

Das Blendensystem gemaB Figur 6b gelit aus dem der 
Pigur 6a dadurch. bervor* daB die absorbierenden Ringe 
x miner scbmaler werden und zwiscben dem oberen Ring und 
dem auBeren darunterliegenden Ring sebr viele schmale 
Ringe eingeftigt werden* 

Als Licbtquellen fur die obengenannte Einri cbtung konnen 
anstatt der flacben Lichtwquelle eine oder mehrere Punkt- 
lichtquGllenp die in einem durclisicbtigen Material einge- 
bettet sind, das mit der Scbeibe verklebt ist, verwendet 
werden* Weiterhin katm aucli eine Punktlicbt quelle in 
Verbinduiig mit einer Lich.tverteilungsplatte 9 auf die das 
Lricbt direlct oder uber einen Reflektor fallt, zur An- 
wsndung gelangen 0 
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Urn den Jeweiligen R e inigungsstand der . Scheibe di-? 
rekt registrieren zii konhen, wird. die errindurigs- 
gemaBe Einrichtung so auf. der 2.u reinlgenden Scheibe 
bef estigt , daB die durch die Eiriri.chtung bedeckte 
Oberflache £2 d er Scheibe lauf end mitgereinigt wird, 
Der j eweilige Zustand der OberFlache der Scheibe 
wird danndurch die einzelnen Deteietoren bestimmt 
und an eine hachfolgende in der Zeichnung nicht dar- 
gestellte anaioge Recheiieinliei t weitergegeben, . Dbrt 
wird dann dttrch entsprecliende logische VerfcntipjTungen 
untersucht, ob es geniigt, dafl die S(j.heibenreinigtmgs- 
anlage alleine lauf.t, oder ob zusatzlich eiii Wasch- 
vorgang eingeleitet werden mufli Wexterhin wird dort 
eiitschieden, welches Losungsmittel zum Einsatz komrat. 

Die einzelnen Gerate koinmen dann zum Einsatz t wenn 
die Scheib^ 21 bis zu einem gewissen Gr ad rait den 
Materxalien bedeckt ist und werden erst, dann abge- 
schaltet, wenn ein gewisser R^iiiiguhgsgrad erreicht 
ist # Dabei konnen die einzelnen Anlagen unabhangig 
voneinander eingesetzt werden, oder aber es kann 
der Bc-tfieb einzelner Gerate vom; Betrieb. der ubrigen 
abliairgig gernacht werden . . . . 

¥eiterhin kanii durch die; Einrichtung enttsprecliend der 
Geschwindigkeit mit der die Scheibe mit . Mat eri alien 
belegt wird,: die Gesebwindigkeit der Scheibexireinigungs- 
anlage, bzw Q die. Menge des Liisungsmittels, die zum Ein- 
satz kommt, geregelt .werden,. 
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Die L-rfindung wurde anliand von Ausfiiluruiigsbex- 
spielen beschrieben, ist jedoch. nicht auf diese 
begrenzt, da der Facliraaiui oline Abweichung vom 
GrundgedarLken der Errindung zalilreicne weitere 
Ausfiihrungsf ormen schtaffen kann# 
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Patentanspriiche 

Verfahren zur Registrierung und Analyse von 
durchsichtigen Flussigkeiten und undurch sich tigen 
Materialmen auf einer durchsichtigen Scheibe zur 
automatischen Regelung von Sclieibenreinigungsan- 
lagen, Scheibenwaschanlageii und dergleichen, 

dadurcli gekennzeichnet, daB die belegte Oberflache 
einer Sclieibe beleuchtet wird und ein Detektor- 
system, das sich auf* der gleichen Seite wie die 
Lichtquelle befindet 3 das reflektierte L/icht, 
dessen Intensitat sich. mit der Belegung der Scliei- 
be andert, ajctalysiert© 

2 m Vorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB sich das Beleuclitungs- 
und Detektorsystem auf- der nicht mit Materialien 
belegten Seite der Sclieibe 21 befindet* 

3* Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2j . 

dadurch gekennzeichnet, daB das Beleuchtungs- und 
Detektorsystem in einer Baueinheit zusamraengefafit 
isto 

km Verfahren nach den Anspriichen 1 bis 3* 

dadurch gekennzeichnet, dafi Fremdlicht vora Detektor- 
system nicht erfafit wird, indem fur die Eiiirichtung 
Lricht eines Veilenlangenbereichs verwendet wird, das 
nicht oder nur wenig im Fremdlicht vorhanden ist Q 
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5. Verfahren nach Anspriichen 1 bis 3 9 

dadurch gekennzeichnet, daB Fremdlicht vom Detektor- 
systom nicht erfaBt wird, indem eine gepulste 
Lichtquelle verwendet wird und eine dera Detektor- 
system folgende Elektronik, die nur diese gepulsten 
Signale analysiert. 

6* Verfahren nach .Anspriichen 1 bis 3t 

dadurch ^ekennzeichnet , daB Fremdliclit vom Detektor- 
system nicht erfaSt wird, indent eine so starke 
Lichtquelle gewahlt wird, daB das Fremdliclit dagegen 
vernachlassigt werden kann. 

7* Verfahren nach Anspriichen 1 bis 3> 

dadurch {jekennzeichnet f dafl Fremdlicht vom Detektor- 
systera nicht erfaBt wird, indem iiber eine prismatische 
Vorrichtun§, die mit der durchsichtigen Scheibe optisch 
verb uncle it. ist, Licht von der Lichtquelle nnter ei- 
neiri Einf allswinkel auf die Oberfliiche der Schej.be 
gelangt, der groBer als der Grenzwinkel der Total- 
reflexion von Luft gegen Glas ist und die Tatsache 
ausgenutzt wird, daB Fremdliclit, das auf* die ebene 
Scheibe fallt, nicht im Viilkelbereich der Total- 
reflexion gebrochen werden kann. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7t 

dadurch gekennzeichnet , daB die prismatische Vor- 
riclitung aus einem Prisma besteht. 
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9 m Vorrichtung nach Aiispruch 7 f 

dadurch gfekenhzeichnet , daB die ptismatische 
Vorrichtung aus vielen kleineia Prismen zusammen- 
gesetzt 1st* ' 

10, Vorrichtungr" hach Jbispriichen 8 uiid; 9 > 

dadurch gekennzeichn^t » daB ziir Vermedidurig 
von Brechung unci Ref lexion und damit rzur ; Erhohting 
der Llchtiirfcensitat die durclisiclitigen Telle der 
Eiririelitung und die Verklebungen den gleichen 
Brechungsindex haben* 

IT. Verfahren nach Ansprtichen 1 bis j., 

dadurch gekennzeichnet , daB £ur Erhohung der Lricfit- 
intensitat fpkussierende optische : Systeme verwendet 

werden. - _' " - " ■- ; 

12. Verfahren nach. Anspruch 1 1 , 

dadurch, gekeiinzeiclinet , daB das Liclit auf eine Blende 
fokussiert wird, so daB nur Lie lit aus bestimmten 
Richtungen auf den Jetefctor gelahgtv 

13 • Verfahren nach. Anspriidhen 1 / - 3, 

dadurch gekennzeichnet , dtaB Lidhtquelle und Detektor 
direkt mit der Scheibe verbunden yerden 0 

l£. Verfahren nach Anspruch 13, 

dadurch g : ekennzeichnet, daB eine oder mehrere punkt- 
fcrmige Lichtquellen in dur chsichtigem Material 
eingebettet sind, das den gleichen Br echungs index 
wie die Scheibe hat und direkt mit der Scheibe ver- 
bunden 1st. 
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15 • Verfahren nach Anspruch 13, 

dadurcti gekennzeichnet, daB Licht einer punktfor- 
migen Lichtquelle direkt oder uber einen Reflektor 
auf eine Lichtverteilungsplatte fallt, die so kon- 
struiert ist, daB von jedem Punkt der Platte Licht 
unter alien Winkeln in die Sclieibe emittiert wird, 

16. Vorrichtung nach Anspruch 13, 

dadurch gekennzeichnet, daB eine flachenhafte 
Lichtquelle verwendet wird • 

17 # Vorrichtung nach Anspruch 13 > 

dadurch gekennzeichnet , daB sich zwischen dear Licht- 
quelle und der Scheibe eine Blend en system be- 
findet, das Licht nur in bestimmte Richtungen durch- 
laBt* 

18 # Vorrichtung nach Anspruch 13 » 

dadurch g— ekennzeichnet , daB sich zwischem dem Detektor- 
system und der Scheibe ein Blendensystem .befindet, 
das nur aus bestimmten Richtungen kommendes Licht 
auf die Detektoren fallen laBt« 

19 • Verfahren nach Anspriichen 17 und 18, 

dadurch gekennzeichnet 9 daB das Blendensystem gleich- 
zeitig als Farbfilter benutzt wird, wobei die Bl en- 
den entsprechend absorbierend wirken. 

20. Verfahren nach Anspruch 13 » 

dadurch gekennzeichnet, daB groBflachige und diinne 
Detektoren und Lichtquellen verwendet werden, so daB 
die Einrichtung die Dimension! erung einer Plakette 
erha.lt • 
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21 . Verfahren nach Anspriicheri 7 und 13t . 

dadurch gekenrizeiehnet , daB Liclit in der Spheibe 
mehrmals .-totalrejPlek.td.ert wird r so daB die beleuch- 
tete - Obei^flache der. Scheibe yergroBert wird und. 
die LiphtintensitSt starker g^schwacht wird, als wenn 
die durcb. .mehrmalige Re:f ©lexion beleuchtet e: Flache 
nur; eixynal . beleuchtet wird . 

22. Vorrichtuiig nach Anspruch 7 bzw. 13, 

dadurch gekej^zeichnet , <LaB die . Einrichtung ro- 
ta t i ons syme tr i s ch Oder elliptiscb ausgebiidet is to 

23 • Verfahren nach Anspruch 7 .bzw. "13* • 

dadurch. gekennzeichnet , daB raumlicli verteilt, 
melireare Detektorsysteme verwendet. werdeh, so daB 
eine ortsauflciseiide Wirkung. erzielt und die Empfind- 
lichkeit der Sin^^itting' insgesanit erlioht wird. 

24. Verf aliren zur Uiiterscheidung von durchsichtifjer 
Fliissigkeit- und undurchsichtigen MateradaLieii, 
dadurch gekennzeichnetj daB jLieJit uii ter solclien Bin- 
f allswinkeiii auif die Oberfl&che der . ocli'eibe f allt., 
daB kein Licht, .das an der Gren^fla;che : von Scheibe. 
und Fliissigkeit und an der Oberjf laclie der Fliissig- 
keit reflektiert' wird, iiv den 'Stratilehgang gelangt, 
und das Xiclit bei Auf treiTf eii auif unduroiisicht.igres 
Material von diesera absorbiert. wird und als emittiertes 
Li cht in den StraJilen^an^ gelangt unu dieses emittierte 
Licht dann von einem Detektor^ys tern, das sich im 
Strahlengang bedTindet, tint er such t wird© 
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25. Verfahren nach Anspruch 2k 9 

dadurch gekennzeichnet f daI3 das eraittierte Licht 
m±t dem Detelctor unter W± nice In beobachtet wird, 
die groBer als der Grenzwinkel der Totalreflexion 
von Fliissigkeit gegen Scheibe sind, so dafi nur 
Licht in das Detektorsyst em gelangt, das von un- 
durchsichtigen Materialien emittiert wird, die di- 
rekt auf der Scheiben haft en, wobei Licht, das von 
Materialien emittiert wird, die sich innerhalb der 
Fliissigkeit befinden, wegen der Totalreflexion 
nicht mehr regis trier t wird. 

26 • Verfaliren nach Ansprlichen 1 - 3* 

dadurch gekennzeichnet, dafl zur Untersuchung der ^ 
die Scheibe belegende Materialien das reflektierte 
bzw» emittierte Licht spektralanalytisch unter- 
sucht wird. 

27 • Verfaliren nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, da/3 Licht unter verschie- 
denen Einfallswinkeln auf die Ob erf 1 ache der Scheibe 
fallt und dafi Licht entsprechend den einzelnen Win- 
keln rait einem Detektorsystem unter sicht wird, ob an 
den Grenzflachen zwischen deri haftenden Materialien 
und der Scheibe das Licht. totalref lektiert oder 
nicht, wobei je nachdem der Einf allswinkel des Licht s 
grofier oder kleiner als der betreff ende Grenzwinkel 
der Totalreflexion von Material und Scheibe ist, 
damit entsprechend dem Detektor, der bei Benetzung 
anspricht, also verschiedene Materialien auferund 
ihres Brechungs index unterschieden werden konnen 0 
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28.. Verfahren nach Anspruch 26 f - ''. • 

dadurch gekeniizeichnet, da/3 et . ziir. Spektralana- 
lyse ein Spekiraiapparat bejiii'tzt wiie-'d. 

29. Verfahr-en riach Anspruch 26^ 
dadurch gekennz^ 

f arbeinpf indli che Detektoren verweridet wercLen. 

30. Verfahren nach AnsprUchen T - 25 

dadurch gekenhzeichnet , daB zur Vernieidung von 

Reflexionen und damit Blendungen auBerhalb der 

Dimensioni erung der Einrichtung das Licht imter 

solchen ¥iiUceln in. die Sofefeibe fallt, ,a a B ,es 

wieder ganz von den Detektoren.aufgenommen werden 
kann, ; ~" .. •' . . ... 

31. Vorrichtmig nach. Anspruchen, Y - 25, 

dadurch gekennzeichnet , dafl auf die Scheibe (21 ) 
una die gesamte Einrichtung sine lichtab.s orbierende 
Schicht (20) aufgebraciit wird, so daB- das Licht nicht 
weiter reflektiert werdeh kann.:. 

32. Vorrichtung zur Anpas sung .der Einri chtung an ver- 
schiedene Scheibehdicken, ' ■ ■ ■ _ .. 
dadurcn gekennzeichnet, dafl eine veitere Scheibe ' • 
zwischen das Bl end ensys tern und die dufchsichtige Schei, 
be eingebracht Vird. . 

33 • Verfahren zur Ausblfendung von ticht, das unter ver- 
s.chiedenen Finkeln auf diese Einrichtung fallt, 
dadurch gekennzeichnet, daB in zwei oder mehreren. , 
Schichten Blenden so ubereinander ^angeordnet sind und 
ein oder mehrinals neDeneinanderli« g en, dafl eine 
flachenhafte Blende entsteht, in der sich eine oder 
mehrere Offnungeh .befinden. 
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Vorrichtung nach Anspruch 33 1 

dadurch gekennzeichnet, daB die Blexiden mit Ma- 
terial axis gef till t sind, das zur Erhohung der 
Lichtdurchlassigkeit einen holien Brechungs- 
index hat* 

35. Verf ahren nach Anspruch. 33 » 

dadurch gekennzeichnet, dafl die lichtabsorbie- 
renden Schichten des Bl end ensys terns als 
Farbfilter wirken. 

36. Verfahren nach Anspriichen 1 - 35 1 

dadurch . gekexinzeichnet , da/3 die Einrichtung an 
der zu reinigenden Scheibe an einer Stelle so 
angebracht ist, daB die Scheibe an dieser Stelle 
immer mitgereinigt wird» 

37. Verfahren nach Anspriiclien 1 - 35 f 

dadurch gekennzeichnet , daB Lichtquelle und 
Detektorsystem auf der Scheibe getrennt ange- 
bracht sind, damit von der Einrichtung eine 
moglichst grofle Scheibenoberf lache untersucht 
werden kann* 

38* Verfahren nach. Anspriichen 1 - 37 > 

dadurch gekennzeichnet, daB der Zustand der 
einzelnen Detektoren von einer analogen Rechen- 
einheit abgefragt wird und damit die einzelnen 
Gerate angesteuert werden. 
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39 • Verf ahren nack Ansprucli 38 , 

dadurch gekennzeichnet , daB eine . Sckeibenreini- 
gungsanlage in Form einer SciielbenvraScixarLlage 
uiiter Verwendung verscMeden^r Losungsmittel , 
einzeln oder in Koinbinatibnen, zum Einsatz komm*eiio 

40 # Verf ahren nach Ansprucli 38 bzw. 39, 

dadurcb gelcennzeiclmet f daB die einzelnen Anla- 
gen ab einem bestimmteil Verunreinigung$grad einge- 
sclialtet und erst daim wieder abgeschaltet werden, 
wenn ein bestimmter Reihig^gsgraid erreiclit 1st. 

41 . Verfaliren nach Anspriiciieri 38 - k0 9 dadurch 

gekeirnjzeichnetv dafi entisprechend der. Geschwindig- 
keit, rait cbr die Sclreibe mit den . einzelnen Materia- 
lmen belegt wird, die Geschwindigkeit/ der einzelnen 
Anlagen b!zw. die Menge der zxxm Einsatz gelangenden 
Losungsmittel automatisch geregelt tirird* 
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